Zaproszenie do sktadania ofert na licencj¢ praw do rozwigzania Uniwersytetu w
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Sposéb i system do pomiaru opornosci powierzchniowej

Rodzaj rozwigzania

Wynalazek

Idea rozwigzania

Istotg wynalazku jest opracowanie catkowicie nowego rozwigzania: sposobu oraz systemu do
pomiaru opornosci powierzchniowej probki o nieregularnym ksztalcie przy zastosowaniu pigciu
kontaktow punktowych, z ktorych trzy umieszczone s3 w dowolnych potozeniach na krawedzi
badanej probki a dwa pozostate w dowolnych potozeniach na powierzchni ograniczonej krawedzia
badanej probki.

Zalety rozwigzania/Przewaga rynkowa

Nowoscig wynalazku jest to, ze sposob ten daje poprawne wyniki pomiaru niezaleznie od tego czy kontakty
punktowe skanujace sa blisko czy daleko od krawedzi badanej probki. Rozwigzanie wedtug
zaproponowanego sposobu pozwala uzyska¢ wyniki niezalezne od precyzyjnego potozenia kontaktow
punktowych. Zaleta rozwiagzania w postaci sposobu pomiaru opornosci powierzchniowej jest takze mozliwos¢
jego zastosowania do probek o nieregularnym ksztalcie, co w stanie techniki do tej pory nie byto takie
jednoznaczne. Dodatkowo w przypadku testowania jednorodno$ci badanych probek w liniach produkeyjnych,
zastrzegany sposob bgdzie miat przewage nad znanymi sposobami poniewaz skanowanie dwoma blisko
siebie lezagcymi kontaktami punktowymi umozliwi wykrywanie niejednorodnos$ci oraz to wykrywanie bedzie
miato takg sama precyzje¢, niezaleznie od tego, jak daleko bedzie znajdowac sie krawedz badanej probki od
skanujacych kontaktow punktowych.

Potencjalni klienci

Wynalazek moze znalez¢ zastosowanie w branzy pomiarowej dla narzedzi / instrumentéw pomiarowo —
badawczych, a zatem wszgdzie tam gdzie zachodzi koniecznos$¢ analizowania stanu powierzchni oceniania jej
morfologii przyktadowo, w mikroskopii skaningowej wykorzystywanej powszechnie w biologii, medycynie,
fizyce, materialoznawstwie i chemii. Przedmiotowy sposob oraz system wedtug wynalazku znajdzie poza tym
zastosowanie w szczegdlnosci do kontrolowania wtasno$ci warstw metalicznych deponowanych na
polimerach, ale nie przekresla to innych warstw metalicznych, na ktorych moze by¢ zastosowany. Ponadto
moze by¢ zastosowany do pomiaru opornosci powierzchniowej warstw sferycznych. Przedmiotowy sposéb
wedtug wynalazku moze by¢ odpowiedni do tego typu pomiaréw i moze by¢ potencjalnie stosowany do
obiektow o wymiarach mikrometrycznych i nanometrycznych, poniewaz wyniki pomiaru nie zalezg od
pozycji sond, w tych przypadkach trudnych do kontrolowania.
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